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Kedy: 22.jun 2011 0 9.30 hod.
Kde: Cenfrum VTI SR, Lamacska cesta 8/A, Bratislava
(semindarna miestnost €. 236 na 2. poschodl)

Program:

09.30 — 10.15 Patentové statistické analyzy a vizualizdcia vyhladanych

vysledkov (PhDr uckal)

10.15 - 11.00 Nd&stroje na posk anie patentovych monitorovacich
sluzieb (PhDr. L. KycI:. a)

11.00 - 11.15 Prestévka na kaviui

11.15-12.15 Ako sprévne Ziadl
vzorom (Ing. R. Mar¢

12.15 - 12.45 Podporné sluzb
komeraohzome

12.45 — 13.00 Diskusia
Ciel skolenia:

Informovat o moznostiach vizualizécie vyhladanych vysledkov podia zvolenych kritéri
a o ndstrojoch na poskytovanie patentového monitoringu. Obozndmit s postupom
prinlasovania patentu.

. Enterprise Europe Network v oblasti
vného viastnictva (Ing. I. Filus, BIC Bratislaval)

Skolenie je vhodné pre §tudentov, pedagdgov, pracovnikov vedy a vyskumu, vyndlezcov,
;és’rupcov MSP a velkych ﬂriem,,koidého, kto sa zaujima o otdzky priemyselného viastnictva.
Ucast na skoleni je bezplatnd. Dizka trvania: cca 3,5 hodiny.

Prihlaste sa na adrese: patlio@cvtisr.sk

Laropkicta

Fatmatamd Skolenie sa kond v rdmci Kooperaéného programu
e o Eurépskeho patentového Uradu zameraného

i EEE il  na preorientovanie stredisk patentovych informdcii PATLIB
Viasmmicres
'“:'"'::" Eurépsky patentovy Grad (EPU)




